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Tiesu ekspertu kandidatu apmacibas programma

Saviena pedu kimiska izpéte (specialitites kods 15.14)

(Apmacibu programma - 1014 akadémiskas stundas)

Nr.p.k.

Temas nosaukums

llgums

(akad.stundas)

Obligati
VeIamao
macibu
ekspertizu
eksperta
atzinumu
skaits

Recenzéjamo
macibu
ekspertiZu
eksperta
atzinumu
skaits

1. Materiila, vielu un izstridijumu

1.1.

1.3.

kriminilistiska ekspertize.

Materialu, vielu un
izstradajumu ekspertizes
prickSmets un objekti, saistiba
ar citiem ekspertizu veidiem.
Materidlu, vielu un
izstradajumu ekspertizu veid:
un uzdevumi.

Procesa virzitdja darbibas
materialu, vielu un
izstradajumu ekspertizes
noteikSanai (paraugu
iznemsSana, iesainosana,
cksperta daliba notikuma
vietas apskaté un paraugu
1znemsand).

Diagnostikas,  klasifikacijas
un identifikacijas jautdjumi
materialu, vielu un
izstradajumu krimindlistiskaja
ekspertize:
1.4.1.  grupas
jédziens;

1.4.2. vispargjo un sevisko
pazimju jédziens;

1.4.3. identifikacijas jeédziens;
1.44. veseld Kkonstat€Sanas

piederibas

160
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péc dajd@m pamatprincipi.
1.5. Materialu izpétes metodes:

1.5.1. Morfologisko pazimju
izpéte -—mikroskopija, skan&josa
elektronu mikroskopija;

1.5.2. Elementu  sastiva
analizes metodes- atomu emisijas
spektroskopija; atomu absorbceijas
spektroskopija; rentgenfluorescenta
spektroskopija; masspektroskopija,
neitronu aktivicijas analize;

1.5.3. Molekulara un frakciju
sastiva  analizes metodes -
spektroskopija  (infrasarkana un

ultravioletd), kodolmagnetiska
rezonarnse, elektronu
paramagnétiskd rezonanse,

hromatografija (giizu un Skidruma);
rentgendifrakcijas analize.

1.6.  Matenalu  kriminalistiskas
ekspertizes metodika. Ekspertizes
galvenie posmi, to wuzdevumi.
Kompleksas ekspertizes
organizésana (dazadu specialitaiu
ekspertu  sadarbibas  Tpatnibas,
vadoSais eksperts, izpétes seciba).
Salidzinosds izpétes bittha un

metodes (kvalitativo un
kvantitativo raksturojumu
salidzinasana, rezultatu

matemnatiskds apstrades metodes
pielietoSana.

ta

Saujamierocu tehniska
klasifikiicija, to uzbiive un
raksturojums:
2.1.Saujamierotu tehniska
klasifikcija. Saujamierocu
iedallijums péc wveida (pistoles,
revolveri, Sautenes u.tt) un fto
vispargjais tehniskais raksturojums;
2.2 Pneimatisko ieroCu konstrukeija
un darbiba;
2.3.Gazes pisto]u un revolveru
konstrukcija un darbiba.

16

Patronu klasifikiicija un uzbiive:
3.1. Patronu veidi un to konstrukcija
un mark@jumi;

3.2. Lozu, <caulu, kapselu un
faujampulveru veidi un materidls;
3.3. SkroSu, renkuju, prapju,

16
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starpliku un konteineru materials;
3.4.Pasladétas patronas, to elementi
un pielietojamie materiali;
3.5.Pneimatisko ierodu lodes,
konstrukcija un materiéls;

3.6.Gazes ierofu  patronas, to

klasifikacija un ladésanai
izmantojamas vielas.
4 LeksEja, aréjd un mérka ballistika: 24

4.1. Ieksgja ballistika. Procest stobra
kanald Sdviena bridi (fizikdh
Ktmiskie procesi);

42, Argja ballistika. Procesi aiz
stobra kandla - §aviena produktu
izplatiba ap Saujamieroci;

4.3. Mérka ballistika. Savina
mijiedarbiba ar mérki vai skérsli,
§aviena radita bojajuma

. morfologiskas pazimes.

5. Saviena pédu jédziens, klasifikicija 100
un izpemsana

5.1. Saviena pedu jédziens. P&du
veidi un iespgjami klasifikdcija.

5.2. Saviena pédas Saujamieroca
stobra kanila un uz citam detalam.
5.3. Saviena p&das uz mérka.

5.4. Saviena p&das uz §aveja apgérba,
rokam un citim kermena dalam.

5.5 Saviena p&das uz municijas
komponentiem  {Caulas,  prapja,
vacina).

5.6, Pédas no Saujamierocu nésasanas
un glabasanas.

5.7. Raksturigis un unikalas Siviena
produktu mikrodalinas.

5.8. Sadzivé un daba sastopamie
avoti, kas rada Saviena pédam
lidzigas mikrodalinas.

5.9. Saviena pEdu nonemdana no
personas kermena dalam.

5.10. Saviena pédu nopems3ana no
apgérba.

5.11. Saviena pédu nonemsana no
mérka.

6. Saviena pédu fizikilds un kimiskas 50
izpétes metodes

6.1. Saviena peédu izpétes dazada
apgaismojuma (UV, IS u.c.).

6.2. Siviena pedu izpSte ar
mikroskopiskim (gaismas un
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elektronu) metod&m.

6.3. Saviena pédu izpSte ar
mikrokimiskds analizes metodém
(Grisa tests, skidibas tests,
termoprove u.c.).

6.4. Kontaktdiftzijas  (krésaino
nospiedumu) metodes biittba un
pielieto$anas iesp€jas $aviena pédu
izpétei.

6.5. Hromatografisko metoZu
piclieto§anas iespgjas §dviena pédu
izpEtei.

6.6. Saviena produktu organiskas
dalas izpétes iespgjas un
izmantojamis metodes.

6.7. Saviena produktu neorganiskis

dalas izpétes lespejas un
izmantojamas metodes.

7. Saviena pédu izpéte ar Kimiskim 100
metodém

7.1. Saviena fakia konstaté$ana péc
Saviena produktiem Saujamieroca
stobra  kandla un uz  citAm
SaujamieroCa dalam. Kimiskal izp@tei
nepieciefamo izpétes objektu
leghiSana.

7.2. Sautu bojijumu morfologiskas
pazimes. Vielu p&das, kas liecina par
pielietotds municijas veidu. Asinainu
objektu izpétes iespéjas.

7.3. leejas un izejas bojajumu
noteikSana peéc  morfologiskajam
pazimém un kimiskajam pedam ap
bojdjumu.

7.4. Savina ielidosanas lenka $kérslt
noteikSana péc  morfologiskajam
pazimém un kimiskajam pédam ap
bojajumu.

7.5. Savienu secibas noteik3anas
iespéjas péc pédam ap ieejas
bojajumiem.

7.6. Tuviaviena un cied§adviena
pazimes.

7.7. Saviena pédas uz daudzslipu
skérsliem (Vinogradova efekts).

7.8. Saviena attdluma noteikSanas
iespgjas. Kompleksas kimiskds un
ballistiskas ekspertizes biitiba
§aviena attaluma noteikSanai.

7.9. Eksperimentalo paraugu
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ieglifana $aviena attaluma
noteikdanai. Drosibas  noteikumi
darbd ar Saujamierociem.

7.10. Saviena pédu konstatésana ar
kimiskam metodém uz izSautas
municijas  komponentiem  (Caulas
iek§Ejas VIrsmas, prapiiem,
starplikdm u.c.).

7.11. Tiesu medictniskas izpStes datu

izmantoSana,  §dviena  apstakiu
konstatésanai.

8. Saviena pedu izpéte ar skengjoSo 170
elektronu mikroskopu un energiju
dispersijas spektroskopu
(SEM/EDS).

8.1. Skenéjosi elektronu mikroskopa
(SEM) vispargja uzbilive un darbibas
principi, galvenie bloki, iekartu
raksturojosie parametri, ITdzigais un
at8kirigais salidzindjuma ar
transmisijas un optisko mikroskopu
uzbivi, darbibu un iespéjam.

8.2. Elektronu starojuma avotu veidi
elektronu mikroskopija. 1o
raksturojoSie parametri, starojuma
avota iestatiSanas un regulésanas
gaita.

8.3. Elektronu optiska sistéma, stara
veidosanas un fokusésana elektronu
mikroskopi, elektronu staru
raksturojosie parametri, elektronu
stara aberacija (astigmatisms) un {8
ietekme uz attéla kvalitati.

8.4. Attéla veido$ands skengjosa
elektronu mikroskopa. Palielindjums
un izskirtspéja elektronu
mikroskopija, to ietekmégjoSie faktori,
sakariba starp objekta palielindjumu
un izskirtspéju.

8.5. Elektronu kila izraisitie procesi
viela, mijiedarbibas tilpums, 1a
atkariba no elektronu kiila energijas,
krisanas lepka, vielas kimiska
sastiva.

8.6. Detektori skengjosa elekironu
mikroskopija. To darbibas principi.
8.7. Sekundarie elektroni, to
veidoZanis, energétiskais
raksturojums, detekt€3anas iespgjas
un nozime att€la veidoSana elektronu
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mikroskopija.

8.8.  Atstarotie  elektroni  to
veidoSanas, energétiskais
raksturojums, detekteSanas iespgjas
un nozime attéla veidoani elektronu
mikroskopija.

8.9. Elektronu ki@ila un parauga
mijiedarbiba raditd rentgenstarojuma
veidi, ta raksturojodie parametri un
izmantoSanas iespéjas vielas sastava
noteik$ana.

8.10. Energiju dispersijas
spektroskopijas  (EDS)  biitiba,
pielietojamas programmas, to
iespgjas.

8.11. Saviena pédu automitiskis
meklésanas programmas, to darbibas
principi, sakuma datu iestatiSana.
8.12. SEM/EDS sistémas darbibas
parbaude un parbaudamie parametri.
8.13. Vakuums, 1@ raksturojosie
parametri, iegliSanas iespéjas
skengjosa elektronu mikroskopija.
8.14. Objektu izp@te zema vakuuma
apstaklos,  izpéte  pielietojamie
detektori, to darbibas principi.

8.15. Elektronus nevadoSu objektu
izpétes  iespflas ar  skené&jo§ds
elektronu mikroskopijas metodi.

0. Saviena ptdu ckspertizes rezultitu 8
novértésana, secindjumu veidi.
Kopa teorijai 644
10. Praktiski veicamils micibu
ekspertizes pretendentiem, Kkuri
specializéjas darbam ar kimiskam
metodém
10.1. Saviena fakta konstatg$ana péc 24 3 ]
pédam Saujamierocl.
10.2. Saviena virziena noteiksana péc 48 2 |
pédam uz merka.
10.3. Saviena attilluma noteikSana 128 4 2
péc pédam uz mérka.
10.4. Savienu secibas noteik3ana péc 20 1 1
pedam uz mérka.
Kopi par ttmim 10 220 10 5
11. Praktiski veicamis macibu
ekspertizes pretendentiem, kuri
specializ€jas darbam ar SE/EDS
metodi
11.1. Siviena pédu izpéte uz 80 5 2
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aizdomas turétds personas rokdm vai
citam kermena dajam.
11.2. Saviena pédu izpéte uz 54 3 2
personas apgérba.
11.3. Saviena pédu izpéte no 16 2 |
salidzino$ajiem paraugiem
(patronam, caulam, stobra tiriSanas
tamponiem).
Kopi par temam 11 150 10 5
Kopia praksei 370
Kopi: 1014 20 10

Piezime. Gadijuma, kad tiesu eksperta kandidats apgiist tikai tzp&t ar kimiskdm
metodém, apmdciba tiek icklautas tBmas 1.-6., 7.,9. un 10. Ja apghst tikai izp€ti ar
SEM/EDS metodi, apmaciba tiek ieklautas témas 1.-6., 8.,9, un 11.
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